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Erweiterte Moglichkeiten der Oberflachenmessung mit
TopMap

Fir die optischen Oberflachenprofilometer der TopMap-Serie von Polytec steht mit
dem aktuellen Release TMS 3.1 eine vollstandig neu erarbeitete Mess- und
Auswerte- Software zur Verfugung. Die komplett unter .NET erstellte TMS Software
bietet neben der gewohnt einfachen Bedienung u.a. erweiterte
Auswertemoglichkeiten, Automatisierung mit c# -Skripting (Add-Ins), ein Multi-
Dokument-Interface und ein besonders leistungsfahiges, innovatives 3D-
Visualiserungsmodul. Die neue Software steht ab sofort fur alle TopMap-

Interferometer zur Verfigung.

Die Reihe der Polytec TopMap Weildlicht-Interferometer ist mit verschiedenen
Modellen sowohl fiir den schnellen Durchsatz in der Fertigungslinie, als auch fir
hochaufgeléste Messungen im Labor sowie flr universelle Anwendungen konzipiert.
Alle TopMap-Modelle sind mit der bedienerfreundlichen TMS Software von Polytec
ausgerustet.

- Als eine komplette Messstation ist
das TMS-100 TopMap Metro.Lab hervorragend fiir die grofl¥flachige
Messung von Ebenheit und Parallelitat geeignet. Die grolie vertikale
Dynamik von 70 mm erlaubt die Messungen auch groRerer Werkstlicke.

- Das TMS-300 TopMap In.Line ist das
ideale System, wenn es um die prazise Vermessung von Oberflachen auch
in anspruchsvoller Umgebung wie zum Beispiel in der Produktionskontrolle
geht.

- Und das TMS-1200 TopMap p.Lab ist

mit seiner hohen rdumlichen Auflésung das ideale Messmikroskop zur
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berthrungsfreien Topographiemessung von Mikrostrukturen und

Funktionsoberflachen.

Polytec aus dem badischen Waldbronn ist Markt- und Technologiefiihrer im Bereich
der optischen Messtechnik flr anspruchsvolle messtechnische Fragestellungen in
Forschung, Entwicklung und Produktion:

- Die optisch und damit rickwirkungsfrei arbeitenden Laservibrometer von
Polytec definieren den weltweiten Standard im Bereich der berthrungslosen
Schwingungsmessung. Neben vielseitigen Systemen fur herausfordernde
Messaufgaben im Bereich der Produktentwicklung bietet Polytec auch
spezielle Laservibrometer fiir die QS in der Produktion an.

- Optische Langen- und Geschwindigkeitsmessgerate der LSV-Serie von
Polytec verrichten in unzahligen Industrie-Installationen verschleil¥frei,
wirtschaftlich und lasergenau ihren Dienst.

- TopMap Oberflachenmesssysteme ermdglichen die schnelle und
rickwirkungsfreie Bestimmung von Ebenheit, Parallelitdt und anderen
wichtigen Parametern von Funktionsoberflachen.

- Im Bereich der spektralen Analytik bietet Polytec Lésungen und

Komponenten fir die Prozesstechnik auf Basis der NIR-Spektroskopie.

Besuchen Sie uns, Polytec stellt auf der Control 2010 aus: Halle 1 Stand 1315
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Advancing Measurements by Light
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